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Ｘ線は物質に対する透過能が高いことで知られ
ていますが、平坦かつ平滑な基板表面に平行に
近い浅い角度で入射させると全反射という現象
を生じ、基板にほとんど侵入せず、表面に滴下
した試料からの蛍光Ｘ線を高感度に検出するこ
とができるようになります。この方法は、1971年
に日本人の研究者（九州大学、米田教授＝故人)
により初めて考案されました。
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物質への侵入が非常に浅くなる。（1～102ナノメートル）
表面敏感
基板からの散乱Ｘ線バックグラウンドが激減
信号対バックグラウンド比の向上
微量な物質がよく見えるようになる

全反射現象の利全反射現象の利全反射現象の利全反射現象の利全反射現象の利全反射現象の利全反射現象の利全反射現象の利用

試料（微小液滴）はシリコンウエハ基板の上に滴下し、Ｘ線を全反射条件で照射した際に発生する蛍光Ｘ線を検出
することにより行います。この蛍光Ｘ線のエネルギー（波長）から元素の種類、強度より濃度・量を知ることができま
す。更に詳細なスペクトル解析をすることにより化学状態を分析することもできます。

図２

これが蛍光X線です。このエネルギーは元素に固有であるため、
エネルギーを分析すると元素の種類を知ることができます。
X線により原子の内殻軌道の電子が外にたたき出されると、外
の軌道の電子が内殻に遷移します。この時のエネルギー準位
の差に等しいエネルギーの光（X線）が放射されます。


